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シンポジウム「真空の制約を超える：電子やイオンを用いた分析法の実環境測定への挑戦」の

序論として、本講演では物理分析における真空の必要性と実環境測定ニーズの現状を述べる。 

 

現代の応用物理学の進歩は、物質の多様な機

能の発現とその積極的な利用の上に成立して

いる。そのため、物質の属性を解明することは

極めて重要である。ここで、対象とする物質の

属性である構造・物性およびその変化は、物質

と荷電粒子や光を含む電磁波・音波等の波動あ

るいは電磁場の相互作用の検出とその解析（こ

こでこれらを物理分析[1]と呼ぶ）を通じて解

明される。特に荷電粒子である電子やイオンは、

電子顕微鏡や電子回折法による物質の構造解

析とイオン散乱法や質量分析法による物質の

元素分析・組成分析に幅広く利用されてきた。 

ところで、応用物理学を支えるこれら物理分

析は真空技術と一体になって進歩してきた。特

に荷電粒子を用いた物理分析法では、プローブ

または信号のいずれかまたは両者に電子また

はイオンを用いている。そのため、データの取

得に際して電子またはイオンの十分な平均自

由行程[2]を確保できる真空環境が原理的に必

要になるからに他ならない。 

しかし、大気環境下や溶液中あるいは実デバ

イス構造の内部など、理想的な真空環境下とは

異なった条件にある試料の測定ニーズが近年

益々高まっている。一例として、水分に満たさ

れた環境に存在する生体構成物質について、こ

れら実環境下で生体機能を維持したままでの

物理分析への要求が挙げられる。この様に、電

子やイオンを用いた構造解析や組成分析にお

いても、真空環境のみならず実環境に対応でき

る測定の実現が求められて来ている。 

そこでシンポジウム「真空の制約を超える：

電子やイオンを用いた分析法の実環境測定へ

の挑戦」では、具体的には電子の結像により観

察する電子顕微鏡とイオンを信号として検出

する質量分析法に関して、試料取扱法の開発・

改良等を通じてこれら課題を解決した事例を

ご紹介いただき、真空技術と実環境測定ニーズ

の共存について考えてみたいと思う。 
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